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Introducéo

Diversas pesquisas vém sendo realizadas com a finalidade de desenvolver e estudar
estruturas e materiais adequados a criacdo de fontes luminosas em miniatura bem como
componentes fotonicos e optoel etronicos mais compactos [1]. Acompanhando uma crescente
evolucdo dos dispositivos de imagem e percebendo a necessidade de maior leveza, baixa
poténcia, grande angulo de visdo e dispositivos de comunicacdo portateis, a industria de telas
planas voltou seu foco para os displays conhecidos como Organic Light Emitting Diodes
(OLEDs), os diodos organicos emissores de luz [2]. Estes dispositivos sdo feitos de
heteroestruturas que consistem de um substrato de vidro sobre o qual sdo depositadas finas
camadas de materiais organicos entre dois eletrodos, conforme ilustrado na Fig. 1.

O Laboratério de Optoeletronica Molecular (LOEM) da PUC-RIO tem se destacado
com seu trabalho de pesguisa nessa nova tecnologia [3], e também na formagdo de recursos
humanos, como doutorandos, mestrandos e alunos de | niciacéo Cientifica (1C). Essa iniciativa
tem sido de grande importancia e aproveitamento, pois o aluno de IC tem a oportunidade de
entrar em contato com trabalhos cientificos e a0 mesmo tempo colaborar com as atividades
laboratoriais.
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Fig. 1 — Estruturatipica de um OLED.

Objetivos
- Produzir e caracterizar filmes com propriedades magnéticas para producdo de sensores
Opticos sensiveis a campos magnéticos, utilizando OLEDSs.

- Auxiliar na producdo e caracterizacdo de dispositivos eletrolumisnencertes desenvolvidos
no LOEM.

Metodologia

Para obtencdo de filmes finos com propriedades magnéticas utilizamos um composto de
FeBS (Ferro-Boro-Silicio) que possui propriedade de magnetoimpedancia gigante.

A técnica utilizada na producéo deste filme € conhecida como*rf-magnetron-sputtering”
e a espessura dos filmes produzidos foi obtida utilizando um perfildmetro (TENCOR modelo
ALPHASTEP 220).
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Fizemos um trabalho sistemético de producéo e caracterizacéo de filmes finos de FeBSi
variando os parametros de deposicdo de acordo com a Tabela 1. Buscamos produzir filmes
com espessura da ordem de 1 pm (ou mais espessos), pois de acordo com a literatura [4] a
partir desta espessura podemos observar a propriedade de magnetoimpedancia gigante.

Tabelal
Pressdo de Argonio (Torr) | Poténcia (W) Temo de Deposicdo | EspessuraFinal (um)
1,5.10°° 250 40min 0,10
1,2.10°° 350 40min 0,15
1,1.10" 450 60min 0,13
1,1.10°° 450 50min 0,24

Contudo, devido as limitagbes do nosso sistema de deposicao, ndo foi possivel produzir
filmes deste composto na faixa de espessura desgjada e, portanto, ndo conseguimos observar
as propriedades mencionadas.

Tendo em vista 0 objetivo de produzir sensores opto-magnético utilizando OLEDS,
partimos para a investigacdo de propriedades de magnetoresisténcia gigante (MR) em filmes
finos organicos, em particular filmes de tris(8-hidroxiquinolinato) de aluminio (Algs)[5]. Este
material € um semicondutor organico comumente utilizado na producéo de OLEDs que
produzimos e caracterizamos facilmente em nosso laboratorio.

A técnica utilizada na producdo deste filme é conhecida como “Témica Resistiva’, a
espessura dos filmes produzidos foi obtida utilizando perfilometria e a investigacdo das
propriedades de magnetoresisténcia foi feita gerando gréficos Corrente x Tensdo (I x V) dos
dispositivos na auséncia e na presenca de um campo magnético constante.

Conclusdes

Filmes de FeBS foram produzidos com diferentes conjuntos de parémetros. No
entanto, com o equipamento disponivel, aproducdo desses filmes com espessura da ordem de
lum ndo foi acancada. Esta condicdo limita a observacdo da propriedade de
magnetoimpedancia gigante nestes filmes. Ao mesmo tempo e tendo em vista o objetivo de
produzir sensores opto-magnéticos organicos, foi iniciada a investigacdo da
magnetoresisténcia gigante (MR) em filmes finos organicos, em particular em Algs. A
pesquisa encontra-se no estagio de otimizacdo da geometria do dispositivo e coleta de dados.
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